Editorial

Zuverlassigkeit in der Mikrointegration

Schalten wir heute unsere modernen Elektronikge-
rite ein, erwarten wir — zu Recht — dass das Gerit
uns ohne weiteres seine Funktion bereitstellt. Umso
argerlicher, wenn diese Erwartung nicht erfillt wird.
Hersteller sind daher bestrebt,
ithren Kunden diesbeziiglich nicht
zu enttduschen und haben insoweit
bereits bei der Fertigung Qualitéts-
sicherungsmafinahmen implemen-
tiert, die Ergebnisse von Zuverlds-
sigkeitsbetrachtungen verinnerli-
chen und auf die Anforderungen
fiir das Produkt hin abzielen.

Bei der Herstellung von kom-
plexen Systemen filir hochbean-
spruchte Elektronikbaugruppen
sind diese Fragestellungen in noch
hoherem Malfle relevant, da die
Anforderungen an die Baugruppe
ungleich hoher sind, als bei Kon-
sumgiitern. Gerade die Leistungselektronik und die
Medizintechnik sind hier Beispiele, die Baugruppen
nutzen, welche bei einem Ausfall schwerwiegende
Folgen nach sich ziehen kénnen. Hier sind neben den
oft nur auf Bauteilebene bezogenen Zuverldssigkeits-
bewertungen wie in der Konsumelektronik auch sys-
tembezogene Aspekte zu berticksichtigen, die bereits
bei der Konzeptionierung der Baugruppe in Betracht
gezogen werden miissen.

Oft sind jedoch fiir gerade diese Fille die auftreten-
den Belastungen nicht wohlverstanden, auch sind nur
wenige, meist unzureichende Alterungstests verfiig-
bar, die eine Lebensdauerabschitzung und Zuverlas-
sigkeitseinschitzung nicht selten erschweren. Kom-
binierte Belastungen, Beanspruchungen durch eine

nicht kontrollierte Umgebung und nicht zuletzt der
Einfluss der zunehmenden Miniaturisierung auf die
Systemzuverldssigkeit sind hier zu nennende Fakto-
ren, deren Beschreibung und Modellierung im Allge-
meinen zu wiinschen {ibrig lasst.
Die Forschung versucht nunmehr,
solche kombinierten und system-
relevanten Belastungsansitze
zunehmend einer Beschreibung
zuginglich zu machen, indem
kummulierte Schiddigungen
bewertet und Beschleunigungs-
modellen zugrunde gelegt werden,
Feuchte- und Korrosionseinfliisse
in die Systembetrachtung mit auf-
genommen werden. Modellvor-
stellungen, die diese grundlegen-
den Phidnomene aufgreifen, die
zugrundeliegenden Alterungspro-
zesse abbilden und einer Bewer-
tung zufithren spielen dabei eine zentrale Rolle,
Systeme in hochbeanspruchten Umgebungen in ihrer
Zuverlassigkeit sicher einzuschétzen.

Diese Aspekte werden in der vorliegenden Ausgabe
der PLUS aufgegriffen. Der Beitrag von Herrn Meier,
TU Dresden, beschreibt die Alterung von Kontak-
ten unter kombinierter Last, wie sie hdufig in realen
Belastungsszenarien auftreten. Der Beitrag von Herrn
Wagner, Fraunhofer [ZM, weist auf die Problematik
von Korrosionsschidigungen hin und zeigt anhand
eines Modellsystems frithzeitige Einschitzungsmog-
lichkeiten zur Korrosionsbestindigkeit auf.
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